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以下測試之樣品係由申請廠商所提供及確認:

樣品名稱： NBR手套-1000級

申請廠商： 巧福手套企業有限公司

收樣日期： 2024年12月31日

測試日期： 2024年12月31日 ~ 2025年01月09日

測試結果： -請見下頁-

ÌDSS24C00345jÎ
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測試結果：

測試項目 CAS NO. 測試方法
測試

結果

定量/偵測

極限
單位

氟離子 16984-48-8 N.D. 0.0010 µg/cm²

氯離子 16887-00-6 0.0340 0.0010 µg/cm²

亞硝酸根離子 14797-65-0 N.D. 0.0010 µg/cm²

溴離子 24959-67-9 N.D. 0.0010 µg/cm²

硝酸根離子 14797-55-8 0.135 0.0010 µg/cm²

磷酸根離子 98059-61-1 N.D. 0.0010 µg/cm²

硫酸根離子 14808-79-8 0.0198 0.0010 µg/cm²

備註：

- END -

本測試參考IEST-RP-CC005.4方法，以離子層

析儀(IC)檢測。

2.本報告不得分離，分離使用無效。

3.若該測試項目屬於定量分析則以「定量極限」表示；若該測試項目屬於定性分析則以「偵測極限」表示。 

4.低於定量極限/偵測極限之測定值以 "N.D."或" 陰性 " 表示。微生物測試低於定量極限以"<定量極限值"表示。

1.測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。
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樣品照片
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